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ミワオプト株式会社

太陽電池用膜厚測定器
Sola Cell Film Measurement System

Model: Elli-RI

製造会社： Ellipso Technology Co.,Ltd.

概要：太陽電池（テクスチャー形状）上の膜厚を簡単な操作で短時間に測定が出来る。

測定方式： 分光反射計

以下に測定例を示します。

膜種：Si3N4

測定結果： ８６．３ｎｍ

詳細な内容についてはお問い合わせ下さい。

注意：この比較は弊社で行った実験結果です。


